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owosci National
Instruments

WTS obniza koszty testow, a LabVIEW 2015
przyspiesza projektowanie aplikacji

National Instruments wprowadzilo wiele nowych, ciekawych
produktow w trakcie tegorocznego tygodnia NIWeek. Prezentujemy
niektére z nich: nowy system do testowania urzqdzen
bezprzewodowych i oprogramowanie LabView 2015.

Nowy system do testowania urzadzen
bezprzewodowych, zbudowany w oparciu
o platforme PXI, zostal zaprojektowany
pod katem maksymalizacji przepustowo-
§ci linii produkcyjnej. Natomiast najnow-
sza wersja LabVIEW zostala uzupelniona
o poprawki zwiekszajace szybkosc¢, skréty
oraz narzedzia do debugowania, umozli-
wiajgce latwiejszg interakcje z tworzony-
mi systemami.

WTS

Firma National Instruments zaprezentowa-
ta system do testowania urzadzen bezprze-
wodowych NI WTS (Wireless Test System).
Jest to rozwigzanie znacznie obnizajgce
koszty testéw przy produkcji wielkoseryj-
nej. Pomimo rosnacej zlozonosci testéw,
dzieki zastosowaniu rozwigzania zoptyma-
lizowanego pod katem szybko$ci pomiaru
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i zréwnoleglenia testéw, producenci moga
$mialo redukowa¢ koszty i zwigkszaé wy-
dajno$¢ produkcji.

Najnowsze trendy, takie jak Internet
rzeczy (Internet of Things, IoT) powoduja,
ze w coraz wiekszej liczbie urzadzen znaj-
dujemy moduly RF oraz sensory réznych
typéw, przez co ich testowanie staje sig
jeszcze bardziej kosztowne. Nie powin-
no to jednak hamowaé innowacyjnosci
i ogranicza¢ efektywnos$ci ekonomicznej
produktu. Firmy, by pozosta¢ w przyszio-
$ci rentownymi, beda musialy przemyslec¢
spos6b testowania urzadzen bezprzewodo-
wych i opracowaé nowe wzorce. Ze wzgle-
du na fakt, iz WTS zostal zbudowany
na sprawdzonej w przemys$le platformie
PXI i jest wsparty do$wiadczeniem NI,
przewiduje sie, ze bedzie mial znaczacy
wplyw na optacalnosé IoT.

Fotografia 1. Wireless Test System

Dodatkowe informacje:
National Instruments Poland
ul. Groéjecka 5, 02-025 Warszawa
tel. 22 328 90 10, faks: 22 331 96 40
e-mail: ni.poland@ni.com, http://poland.ni.com

WTS wykorzystuje najnowsze urzadzenia
z rodziny PXI, by zaoferowac jedng platforme
do obstugi wielu standardéw, umozliwia-
jaca testowanie wielu obiektéw jednoczes-
nie. Oprogramowanie do sekwencjonowa-
nia testéw, takie jak TestStand Wireless Test
Module, sprawia, ze producenci mogg znacz-
nie zwigkszy¢ wykorzystanie sprzetu podczas
réwnoleglego testowania wielu urzadzen.
WTS mozna w latwy sposéb zintegrowac z li-
nig produkcyjng dzieki dostepnosci gotowych
sekwencji testowych dla urzadzen korzysta-
jacych z ukladéw scalonych firm, takich jak
Qualcomm i Broadcom, a takze mozliwosci
zdalnej obstugi testu. Przedstawiona wyzej
funkcjonalnoéé¢ zapewni klientom istotny
wzrost efektywnosci stanowisk testowych RF
oraz zredukuje koszty testowania.
urzadzenia dzia-
kilka

,Testowalismy

fajace  w oparciu o technologii



Nowosci National Instruments

bezprzewodowych — poczawszy od Bluetooth,
poprzez WiFi, a skoficzywszy na GPS oraz sie-
ciach komérkowych — wszystkiego dokonano
na jednym stanowisku, przy zastosowaniu NI
Wireless Test System” — powiedzial Markus
Krauss z firmy HARMAN/Becker Automotive
Systems GmbH. ,Wykorzystanie produktu
WTS i do$wiadczenia firmy NOFFZ w dziedzi-
nie testéw RF pomogly nam znaczgco obnizy¢
czas testéw oraz czas potrzebny na przygoto-
wanie i uruchomienie systeméw testowych.”
WTS jest
National Instruments, stworzonym w opar-

najnowszym systemem
ciu o sprzet PXI oraz oprogramowanie
LabVIEW i TestStand. Dzieki wsparciu
standardow komunikacji bezprzewodo-
wej — od LTE Advanced przez 802.11ac
po Bluetooth Low Energy — WTS spraw-
dza si¢ w testach produkcyjnych punk-
tow  dostgpowych  WLAN,
komoérkowych,

telefonéw
systeméw informacyjno-
-rozrywkowych oraz pozostatych urzadzen
korzystajacych z lacznosci bezprzewodo-
wej i obstugujacych wiele standardéw.
Definiowany programowo, wektorowy
transceiver sygnaléw PXI, znajdujacy sie
wewnatrz WTS, jest gwarantem niezréw-
nanej wydajno$ci w testach produkcyjnych
urzadzen RF oraz wspoltworzy skalowalng
platforme ewoluujgcg razem z wymagania-
mi testow RE

Wiecej informacji o systemie testéw
urzadzen bezprzewodowych NI WTS jest
dostegpnych pod http://goo.gl/
s6yelZ.

adresem

LabVIEW 2015

Firma National Instruments zapowiedziata
takze premiere oprogramowania LabVIEW
2015. Dzieki uproszczeniu i standaryza-
cji proceséw inzynierskich dla catej plat-
formy oraz mozliwo§ciom ponownego
uzycia kodu, interakcja ze sprzetem jest
w LabVIEW 2015 jeszcze prostsza niz
dotychczas.

Wykorzystanie LabVIEW oraz archi-
tektury LabVIEW RIO umozliwilo nam
redukcje czasu niezbednego na zaprojekto-
wanie i przetestowanie nowego algorytmu
sterujacego robotem do jednego tygodnia,
przy czym alternatywa w postaci zastoso-
wania jezykéw tekstowych oznaczataby
miesigc prac. W oparciu o obecny sprzet
oraz oprogramowanie jesteSmy w stanie
szybciej prototypowac i niezwlocznie do-
stosowywaé sig do ewoluujgcych wyma-
gan stawianych algorytmom sterujacym.”
- Powiedzial dr DongJin Hyun, starszy
technolog w zespole Human Factors &
Devices Research, w firmie Hyundai Motor
Group.

LabVIEW
w wielu galgziach przemystu, gdzie przy-

znalazlo zastosowanie

czynilo sie do podwyzszenia wydajno-
$ci i jako$ci produktéw. LabVIEW 2015

wspomaga inzynieréw poprzez obstuge
zaawansowanego oprzyrzadowania — takie-
go jak najnowsze kontrolery CompactRIO
z czterordzeniowymi procesorami, kontro-
lery CompactDAQ, 14-slotowa obudowa
CompactDAQ z portem USB 3.0, kontrole-
ry Single-Board RIO oraz FlexRIO, o$mio-
rdzeniowy kontroler PXI oraz wysokona-
pieciowe zasilacze SMU. Dzigki atwosci
programowania w LabVIEW 2015 nawet
poczatkujacy uzytkownicy moga szybko
osiggna¢ poziom umiejetnosci pozwala-
jacy na projektowanie rozbudowanych,
elastycznych i niezawodnych systemoéw.
Najnowsze LabVIEW bedzie dystrybuowa-
ne migdzy innymi jako skladnik jednego
z trzech pakietéw oprogramowania, z kté-
rych kazdy zostal przygotowany z mysla
o konkretnych =zastosowaniach i kazdy
zawiera w sobie roczny dostep do szkolen
National Instruments.

Dzieki
2015, zwiekszajacym szybko$¢ srodowiska,

nowym funkcjom LabVIEW

inzynierowie moga jeszcze sprawniej pro-
jektowac¢ swoje aplikacje:

Do 8x szybsze otwieranie duzych bi-
bliotek oraz mozliwo$¢ wylaczenia komu-
nikatéw informujgcych o braku wymaga-
nych podprograméw i innych modutéw.

Oszczedno$é czasu przy wykonywaniu
czgstych czynnosci programistycznych
dzieki siedmiu nowym wtyczkom dostep-
nym pod prawym przyciskiem myszy;
mozliwoé¢ tworzenia wlasnych dodatkéw
w celu zwigkszenia produktywnosci.

Szybsze debugowanie kodu z uzy-
ciem automatycznie skalowalnego okna
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Fotografia 2. LabVIEW 2015
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probnika umozliwiajacego podglad tablic
i ciagéw znakéw; latwa dokumentacja kodu
poprzez umieszczanie hipertgczy i hashta-
géw w komentarzach.

Szybsze osadzanie kodu poprzez prze-
niesienie kompilacji FPGA do chmury
LabVIEW FPGA Compile Cloud, dostepnej
w ramach pakietu SSP (Standard Service
Program).

Funkcjonalno$¢ LabVIEW 2015 jest
rozszerzona o zawarto§¢ LabVIEW Tools
Network (http://goo.gl/sfjuYe), portalu da-
jacego dostep do wilasnosci intelektualne;j
zaréwno NI, jak i firm trzecich. Stworzony
przez Heliosphere Research przybornik,
Advanced Plotting Toolkit, to potezne
narzedzie do profesjonalnej wizualizacji
zgromadzonych danych. Z kolei RTI DDS
Toolkit autorstwa Real-Time Innovations
wzbogaci aplikacje IoT o mozliwo$¢ wy-
miany danych peer-to-peer. Warto wspo-
mnieé¢, ze biblioteki do zastosowan w in-
GPU
(Multicore
and Sparse Matrix Toolkit),
sg obecnie bezplatne.

zynierii biomedycznej, analizie
oraz analizie wielowatkowej

Analysis

Podsumowanie

Korzy$ci wynikajace z ciagle rosnacego
ekosystemu LabVIEW powoduja, zZe in-
zynierowie jeszcze szybciej moga osiag-
ng¢ cel. Wiecej informacji na temat
LabVIEW 2015 mozna uzyskaé, ogladajac
material What's New in LabVIEW 2015
(http://goo.gl/EyrZ2I) lub pobierajac w pelni
funkcjonalng wersje ewaluacyjng LabVIEW
2015 (http://goo.gl/ZowgK8).
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